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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-20: Techniques d’essai et de mesure —
Essais d’émission et d’immunité dans les guides d’onde TEM

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation {mondig ormalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités \ y La CEIl a

internationales, des Specmcatlons techmques des Rapports techniqu pécifications a ceSS|bIes au

public (PAS) et des Guides (ci-aprées déenommeés "Publication(s) de la CEI . elg i confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére$Sse SUj ¢ peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales; 815¢ la CEl, participent

également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisat ati < Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant |le présentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étud queNles Comités nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque cgmité d’é

Les Publications de la CEIl se présentent seus Ia fo e d andat ons internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la . ofinables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu techniq publications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétat

Dans le but d'encourager l'up és”/nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliduer de ublications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionaleg s Publications de la CEIl et toutes publlcatlons
nationales ou régionales

responsabilité p

La CEl n’a prév: au & arquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa

Tous les utilisateu it en possession de la derniére édition de cette publication.

a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataires, y parficuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de ta_CE gjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage d soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice nt de Ia publlcatlon ou de Iutlllsatlon de cette Publication de la CEIl ou de

référencées est obl|ga oire pour une application correcte de la présente publlcatlon

L’attention est attiré r le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEl 61000-4-20 a été établie par le sous-comité A du CISPR:
Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques, avec la coopération du sous-
comité 77B: Phénoménes haute fréquence, du comité d’études 77: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la Partie 4-20 de la CEl 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM en accord avec le Guide 107 de la CEI.

La présente version consolidée de la CEI 61000-4-20 comprend la premiére édition (2003)
[documents CIS/A/419/FDIS et CIS/A/435/RVD] et son amendement 1 (2006) [documents
77B/520/FDIS et 77B/528/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour I'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-20: Testing and measurement techniques —
Emission and immunity testing in
transverse electromagnetic (TEM) waveguides

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatio
all national electrotechnical committees (IEC National e s to>promote
international co-operation on all questions concerning standardization in t s¢ri ic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationak Stantards, i specifications,
ide | refexggd to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committges; a ionaNCommittee interested

governmental organizations liaising with the IEC also participate i i ian. collaborates closely
with the International Organization for Standardization (I i onditions determined by
agreement between the two organizations.

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end

4) In order to promote intern
transparently to the maxi
between any IEC Publica
the latter.

5) IEC provides n' g
equipment declared Ao be

indispensableMaor the cqrrect application of this publication.

9) Attention is drawn te_the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-20 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods, in cooperation with subcommittee 77B:
High-frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

This standard forms Part 4-20 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in
accordance with IEC Guide 107.

This consolidated version of IEC 61000-4-20 consists of the first edition (2003) [documents
CIS/A/419/FDIS and CIS/A/435/RVD] and its amendment 1 (2006) [documents 77B/520/FDIS
and 77B/528/RVD].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 1.1.
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Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou

@C@@

« amendée.

N
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A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific publication. At this date,
the publication will be

* reconfirmed,

» withdrawn,

* replaced by a revised edition, or

« amended.

@C@@
S
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure

suivante:

Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d’émission

Limites d’immunité (dans la mesure ou elles ne tombent pe resporisabilité des

comités produits)
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure

Techniques d’essai

Partie 5: Directives d’installation et \d
Guide d’installation
Méthodes et dispositifs d’atténuatio
Partie 6: Normes générig
Partie 9: Divers

Chaque partie

internationales, soit
ont déja été pu
la partie suivi d’
61000-6-1).
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology
Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels
Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the he product

committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guitkeline
Installation guidelines
Mitigation methods and devices

Part 6: Generic Standards

Part 9: Miscellaneous

Each part is furtbivide into aralNparts, published either as International Standards,
Technical Specifications.ovJTechnica ports, some of which have already been published as
sections. Others wi wblis ifff the part number followed by a dash and a second
number identifyin WiSi example: 61000-6-1).
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-20: Techniques d’essai et de mesure —
Essais d’émission et d'immunité dans les guides d’onde TEM

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 61000 concerne les méthodes d’essai d’émission et d'immunité
pour les équipements électriques et électroniques utilisant différents typgs desguides d’onde
transverse électromagnétique (TEM). Ces types comprennent des\structures ouvertes
(par exemple, des lignes ouvertes et des simulateurs d’impulsiom & :
des structures fermées (par exemple des cellules TEM), qU| S e
classées en guides d’'onde TEM a un accés, a deux accés, ou i . ha’gamme
de fréquences dépend des exigences d’essai spécifiques e Speéci i
d’onde TEM.

L'objet de cette norme est de décrire
e les caractéristiques des guides d’'onde TEM

et les limites de tailles des appareil¢
e les méthodes de validation des guid

e la définition de I'appareil en essaj
essai);

rayonnée da@s
NOTE Dans cette n g,

électromagnétiques suy

systémes patticiNiers. Debut principal de cette partie est de donner une référence de base
2 5 les comités de produits CEIl concernés. Pour les essais d’émission
rayonnée, il convient’‘que les comités de produits sélectionnent des limites d’émission et des
méthodes d’essai en consultation avec le CISPR. Pour les essais d’'immunité rayonnée, les
comités de produits restent responsables du choix approprié des essais d'immunité et des
limites a appliquer aux matériels de leur domaine d’application. Cette norme décrit des
méthodes d’essai qui sont indépendantes de celles de la CEI 61000-4-3. Ces autres
méthodes distinctes peuvent étre utilisées quand elles sont ainsi spécifiées par les comités
de produits, en consultation avec le CISPR et le CE 77.
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